
Микроскоп сканирующий зондовый, Ntegra Therma 

Предназначен для получения изображения поверхности и ее локальных 
характеристик. Возможность нагревания образца до 150 °С, 200 °С или 300 
°С ( в зависимости от конфигурации) позволяет исследовать, например, такие 
структурные изменения на поверхности образца как кристаллизацию, 
плавление, процессы роста. 

 


